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Univerzdlny mikroskop Zeiss: 1l - zdkladgvé teleso, 2 - pozdiﬁne sane, 3 - prie&-
ne sane, 4 - okulér, 5 - pravitko pozdlinych sani, 7 - Spirdlovy mikroskop
prie&nych san{, 9 - upinacia pinola, 10 - upfnaci hrot, 12, 14 - skrutka upev-
nenia sani, 13, 15 - jemny posuv sanf{, 16 - pohyb objekt{vu, 17 - zaostrenie
objektivu, 21, 23 - neklépanie objektivu, 22 = nastavenie clony
Vznik interferencie najlep-
ie poznédme na klinovej vrstve.
Ak poloZime na hladkd leskld
plochu planparalelnd do8titku
a lahkym tlakom ju posunieme
P nabok, vznikne medzi obidvomi
styénymi plochami tenky vzdud-
ny klin (obr. 2.3.33). V dbsled-
ku rozdielnych dréh liZov doché-
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2 S dza k zoslabovaniu a zosilova-

interferendnych priZkov. Inter-

Obr. 2.3-33 ferencia sa vyu¥iva predov3etkym

Vznik interferencie v klinovej vrstve a in- . . _
terferen¥né pésiky na meranej ploche ku kontrole rovinnosti planpa

ralelnymi sklami a u celej rady
pristrojov, zalo%enych na principe Michelsonovho interferometra, predovietkym
k presnému meraniu dl%ok a kontrole drsnosti povrchu velmi jemne opracovanych
pléch. Schéma Michelsonovho interferometra je na obr.

1 ~ referenénd rovina,

2, 3 - zrkadl4,
4 - sklenené doska,

5 - polopriepustnéd doska




